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(57)【要約】
　パッシブ光ネットワークの特徴付けを可能とするため
に、反射率データは該データ内の反射事象を定め次に反
射事象を特徴付けるために綿密に解析され、ネットワー
クの状態、動作パラメータおよび効率が監視可能となる
。上記反射率データは、反射事象を識別し解析するため
に統計的手法を用いて解析され、このことはパッシブ光
ネットワークの動作を特徴付ける意義深い報告の生成を
究極的には可能にする。上記報告は、ネットワークの健
全性および修正の必要性を定めるために、オペレータお
よび／またはインストーラに提供される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッシブ光ネットワークから、光パルス試験（ＯＴＤＲ）データを取得することと、
　前記光パルス試験（ＯＴＤＲ）データからデータ配列を生成することと、
　前記パッシブ光ネットワーク内の損失事象の存在を定めるとともに前記損失事象を識別
するために、事象解析を実行することと、
　前記識別された損失事象のそれぞれと関連する複数のパラメータであって、前記識別さ
れた損失事象のそれぞれの損失の種類、損失の状態、および損失値を含む、損失パラメー
タを特徴付けるために、前記識別された損失事象に関連する損失解析を実行することと、
　前記パッシブ光ネットワークの前記損失パラメータを示す報告を準備することと、
　を含む、パッシブ光ネットワークを特徴付ける方法。
【請求項２】
　前記パッシブ光ネットワークは新たに構成され、該新たに構成された光ネットワークを
検証するために前記損失パラメータが使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記パッシブ光ネットワークはすでに確立され、該ネットワークを監視するために前記
損失パラメータが使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記損失解析は、さらに、前記損失事象の位置における前記損失値と対応するファイバ
等価メトリックを定めることを含み、
　事象の前記損失値が予め定められた閾値未満の場合、前記ファイバ等価メトリックは前
記位置でのファイバの数に比例し、
　前記損失値が前記予め定められた閾値超の場合、前記ファイバ等価メトリックは、前記
損失事象の位置における損失のない複数のファイバの集合の中の単一のファイバのモデル
化された損失に基づく、それぞれの損失事象のためのファイバ等価計算を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法はさらに、
　複数の反射事象を識別するとともに前記複数の反射事象のそれぞれと関連する複数のパ
ラメータをまとめるために、前記データ配列の反射解析を実行することと、
　システムインパルス応答テンプレートと事象確率計算に基づき、前記反射事象のそれぞ
れをさらに検証し解析するために、反射事象解析を実行することと、
　前記反射事象のそれぞれについて反射の種類と反射の状態を定めることと、
　前記複数の識別された反射事象のそれぞれについての前記反射の種類と反射の解析とを
報告することと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記報告された損失パラメータは、事象損失結果と、個々のファイバチャンネルの欠陥
の識別と、前記個々のファイバチャンネルの欠陥のそれぞれについての可能性ある位置の
表示と、に関する情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記事象解析は、前記パッシブ光ネットワーク内のノイズ効果の広いスペクトルからな
る、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　光パルス試験の反射測定データは、有害なノイズ効果を緩和し、重要な信号の情報を強
調し、事象の完全性を検証するために、特異的にフィルタリングされる、請求項１に記載
の方法。
【請求項９】
　前記事象解析は、複数の予め定められたスプリッタ事象の識別を提供する、請求項１に
記載の方法。
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【請求項１０】
　パッシブ光ネットワークから、光パルス試験（ＯＴＤＲ）データを取得することと、
　前記光パルス試験（ＯＴＤＲ）データからデータ配列を生成することと、
　前記パッシブ光ネットワーク内の反射事象の存在を定めるとともに前記反射事象を識別
するために、事象解析を実行することと、
　システムインパルス応答テンプレートと事象確率計算に基づき、前記識別された反射事
象のそれぞれをさらに検証し解析するために、反射事象解析を実行することと、
　前記反射事象のそれぞれについて反射の種類と反射の状態を定めることと、
　複数の前記識別された反射事象のそれぞれについての前記反射の種類と反射の解析を報
告することと、
　を含む、パッシブ光ネットワークを特徴付ける方法。
【請求項１１】
　前記事象解析は、前記パッシブ光ネットワーク内のノイズ効果の広いスペクトルからな
る、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記パッシブ光ネットワークは新たに構成され、該新たに構成された光ネットワークを
検証するために反射パラメータが使用される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記パッシブ光ネットワークはすでに確立され、該ネットワークを監視するために反射
パラメータが使用される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　光パルス試験の反射測定データは、有害なノイズ効果を緩和し、重要な信号の情報を強
調し、事象を検証するために、特異的にフィルタリングされる、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記事象解析は、前記パッシブ光ネットワーク内の損失事象の存在をさらに定め、該損
失事象を識別し、
　前記方法はさらに、
　前記識別された損失事象のそれぞれと関連する複数のパラメータであって、前記識別さ
れた損失事象のそれぞれの損失の種類、損失の状態、および損失値を含む、損失パラメー
タを特徴づけるために、前記識別された損失事象に関連する損失解析を実行することと、
　前記パッシブ光ネットワークの前記損失パラメータを示す報告を準備することと、
　を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記損失解析は、さらに、位置における前記損失値と対応するファイバ等価メトリック
を定めることを含み、
　前記位置における事象の前記損失値が予め定められた閾値未満の場合、前記ファイバ等
価メトリックは前記位置でのファイバの数に比例し、
　前記損失値が前記閾値超の場合、前記ファイバ等価メトリックは、ファイバ等価計算よ
り定められ、該ファイバ等価計算は、前記損失事象の前記位置における損失のない複数の
ファイバの集合の中の単一のファイバのモデル化された損失に基づく、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　光パルス試験（ＯＴＤＲ）データの反射と損失の解析を実行する方法であって、
　前記光パルス試験（ＯＴＤＲ）データは、パッシブ光ネットワークから取り出されて予
め得られた光パルス試験の反射測定データファイルを使用して、前記パッシブ光ネットワ
ークの状態を特徴づける目的のために得られ、
　前記方法は、
　前記予め得られた光パルス試験の反射測定データファイルからデータ配列を生成するこ
とと、
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　複数の反射事象を識別するとともに前記複数の反射事象のそれぞれと関連する複数のパ
ラメータをまとめるために、前記データ配列の反射解析を実行することと、
　システムインパルス応答テンプレートと事象確率計算に基づき、前記反射事象のそれぞ
れをさらに検証し解析するために、事象解析を実行することと、
　前記反射事象のそれぞれについて反射の種類と反射の状態を定めることと、
　複数の損失事象を識別するとともに前記複数の損失事象のそれぞれと関連する複数のパ
ラメータをまとめるために、前記データ配列の損失解析を実行することと、
　前記損失事象のそれぞれについて、損失の特徴づけとなる、標準損失測定、確率計算、
およびファイバ等価メトリックに基づき、前記損失事象のそれぞれをさらに検証し解析す
るために、事象解析を実行することと、
　前記損失事象のそれぞれについての損失種類と損失状態を定めることと、
　前記パッシブ光ネットワークを特徴づける報告を生成することと、
　を含む方法。
【請求項１８】
　前記事象解析は、複数の予め定められたスプリッタ事象の識別を提供する、請求項１７
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記事象解析は、前記パッシブ光ネットワーク内のノイズ効果の広いスペクトルからな
る、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記パッシブ光ネットワークは新たに構成され、該新たに構成された光ネットワークを
検証するために前記損失と反射のパラメータが使用される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記パッシブ光ネットワークがすでに確立され、該ネットワークを監視するために、前
記損失と反射のパラメータが使用される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　前記光パルス試験の反射測定データは、有害なノイズ効果を緩和し、重要な信号の情報
を強調し、検出された事象を検証するために、特異的にフィルタリングされる、請求項１
７に記載の方法。
【請求項２３】
　既存のＰＯＮネットワークの構成要素を用いて、解析、検証、または監視が遂行される
、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　前記光ネットワークを特徴づける前記報告は、事象の特徴づけの結果と、個々のファイ
バチャンネルの欠陥の識別と、該個々のファイバチャンネルの欠陥のそれぞれについての
可能性のある位置の表示と、に関する情報を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ファイバ等価メトリックは、位置における事象損失値が予め定められた閾値未満で
あれば、一定であり、
　前記ファイバ等価メトリックは、前記損失事象の前記位置における損失のない複数のフ
ァイバの集合の中の単一のファイバの計算された損失に基づく、それぞれの損失事象のた
めのファイバ等価計算を含む、請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
　本出願は、２０１２年１０月１８日に出願された先の米国仮出願６１／７１５,６６１
の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は一般的にパッシブ光ネットワークの状態を監視する目的のために得られた、反



(5) JP 2015-537200 A 2015.12.24

10

20

30

40

50

射の実行と、光パルス試験（ＯＴＤＲ：ｏｐｔｉｃａｌ－ｔｉｍｅ－ｄｏｍａｉｎ－ｒｅ
ｆｌｅｃｔｏｍｅｔｒｙ：光時間領域反射測定）データの損失解析とに、使用されるシス
テムと方法に関する。より具体的には、該システムと方法は、パッシブ光ネットワークを
解析し、オペレータおよび／またはインストーラに対し、任意の事項や問題について警告
する。
【０００３】
　システムの詳細は、以下の図と関連する下記説明により理解される。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】パッシブ光ネットワークの反射解析の実行のために遂行されるステップを示すブ
ロック図である。
【図２】パッシブ光ネットワークの反射解析の実行のために遂行されるステップを示すブ
ロック図である。
【図３】パッシブ光ネットワークの損失事象検出の実行のために遂行されるステップを示
すブロック図である。
【図４】パッシブ光ネットワークの損失事象検出の実行のために遂行されるステップを示
すブロック図である。
【図５】発見された損失事象の解析と全解析結果の通知のために遂行されるステップを示
す。
【図６】発見された損失事象の解析と全解析結果の通知のために遂行されるステップを示
す。
【図７】パッシブ光ネットワークの、反射解析と事象検出と損失解析の特定の実施形態を
遂行するために利用されるシステムの回路図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　実施例により実行されるいくつかのステップを以下に記載する。該実施例は、検証およ
び／または課題解決を目的とするパッシブ光ネットワークを特徴付けることができる。当
業者に知られているように、記載された実施形態の様々な手段は、新たな光ネットワーク
を検証しようとする者、従来の光ネットワークの問題を解消する者により、用いられ得る
ものである。一般的に言えば、以下に述べる方法とシステムの例は、反射事象と損失事象
のいずれか又は両方を識別し、解析する。当該解析を実行する能力は、状況に応じて、新
たな光ネットワークを検証する能力を提供し、従来の光ネットワークの課題を解決する。
加えて、反射事象と損失のいずれか又は両方を特徴付け、解析するために用いられる様々
な手段は、様々な状況に応じて有効である。所望の結果に基づき、様々な情報が、必要に
応じてユーザに提供される。
【０００６】
　図１，２に示されるように、開示されたシステムと方法により実行される全体的な反射
解析１００は、多数のサブモジュールから構成される。これらのいくつかは、より一般的
なブロックかステップに組み合わされる。最初に行われる１１のブロックとステップは図
１に示される。残りのブロックとステップは図２に示される。反射解析１００を適応させ
るために使用されるシステムの例は、図７を参照して後述する。それぞれの図に示される
ように、それぞれのブロックとステップへの参照には、参照番号を用いる。同様の番号が
同様のステップまたは構成要素を指す。
【０００７】
　図１と２に示される本開示の反射解析１００は、ステップ１０４から開始される。ステ
ップ１０４において、光パルス試験（ＯＴＤＲ）出力データファイルが開かれ、検証され
る。一度検証された上記光パルス試験出力データは、フィルタリングされたデータ配列（
ｄｉｎ）を生成するために使用される。上記フィルタリングされたデータ配列は更なる評
価と解析に使用される。同様にして、距離配列（ｄｉｓ）は、用いられる光パルス試験サ
ンプリング率に基づいて、ステップ１０８にて生成される。上記反射解析１００は、ステ
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ップ１１０に処理を移行する。ステップ１１０において、いくつかのパラメータが、ロー
カルｉｎｉファイル（ｌｏｃａｌ　.ｉｎｉ　ｆｉｌｅ）からロードされる。本実施形態
における上記パラメータには次のようなものがある。
ａ．ｎａｖｅ：　統計計算のための平均数
ｂ.　ｐｓｉｇｍａ：　統計の上限を設定する正方向の総和
ｃ.　 ｎｓｉｇｍａ：　統計の下限を設定する負方向の総和
ｄ.　ｒｔｈｒｅｓ：　反射の電力比率の閾値
ｅ．ｇｕａｒｄＵｐ：　事象間の正のノイズ抑制のためのフィルタパラメータ
ｆ．ｇｕａｒｄＤｎ：　事象間の負のノイズ抑制のためのフィルタパラメータ
ｇ．ｎＭａｒｋ：　事象検知のためのフィルタパラメータ
ｈ．ｔｈＭｉｓｓ：　事象分類閾値
ｉ．ｔｈＧｒｅｙ：　事象分類閾値
ｊ．ｔｈＨｉｇｈ：　事象分類閾値
ｋ．ｓｒｃＣｕｒｖｅ　標準反射特性
【０００８】
　次のステップ１１２では、上記の光パルス試験データベクタ（ｄｉｎ）が基準スプリッ
タピーク振幅に基づいて正規化される。上記正規化は、電力値に変換された光パルス試験
データの振幅のスケーリングである。
【０００９】
　上記スケーリングと正規化がされた光パルス試験データベクタ（ｄｉｎ）は、ステップ
１１４において、特定の特性または事象を識別するために解析される。上記解析は、シー
ケンス中のそれぞれのデータ値を検査し、マーキング配列（ｍａｒｃ）を生成することか
らなる。上記データベクタ（ｍａｒｃ）の値は、以下のように定義される。データベクタ
（ｄｉｎ）の各増加する値については、同じインデックスのマーキングベクタ（ｍａｒｃ
）に１を入れる。減少する値については、マーキングベクタ（ｍａｒｃ）に０を入れる。
上述のようにして、一連の１と０からなるマーキングベクタ（ｍａｒｃ）を生成する。該
マーキングベクタ（ｍａｒｃ）において、連続した１のシーケンスは、スケーリングされ
た光パルス試験データベクタ（ｄｉｎ）に記録される電力値が連続的に増加することを示
す。次に、マーキングベクタ（ｍａｒｃ）は、少なくとも、「ｎＭａｒｋ」個の１からな
る、連続した１のシーケンスについて検査される。変数ｎＭａｒｋはプログラム可能であ
り、分析プロセスの初期にロードされたパラメータの一部である。シーケンス中、任意の
「１」のベクタ値の数が「ｎＭａｒｋ」以上の場合、該ベクタ値を「３」に変更する。最
終的に、「１」と「３」の、任意の連続するシーケンスは、任意の検証されるシーケンス
内において、「１」データ値を「２」に変更することにより、「２」と「３」の文字列に
変更される。上記新たな「２」と「３」のシーケンスは、光パルス試験データ中の可能性
のある反射事象の位置を、マークまたは表示する。
【００１０】
　次のステップである、ステップ１１６で、新たなデータベクタが生成される。上記デー
タベクタは光パルス試験に係るデータの基準値を反映する。上記新たなデータベクタ（ｇ
ｕａｒｄ）は、ゲートや制御により全計算を行うため、マーキングベクタ（ｍａｒｃ）を
用いて、計算される。マーキングベクタ（ｍａｒｃ）が可能性のある事象を示す場合には
、現評価プロセスは、直前の計算で求められた値を維持する。マーキングベクタ（ｍａｒ
ｃ）が評価されていない可能性のある事象を指す場合には、統計的変化（ばらつき）の予
測において用いられる計算限界値に基づいて、新たなベクタ（ｇｕａｒｄ）のための新た
な値が求められる。
【００１１】
　次に、ステップ１１８において、システムと方法は最初の可能性のある事象を探索する
。このセクションは、マーキングデータベクタ（ｍａｒｃ）を開き、該データを検査する
ことにより、開始する。探索は、最初の「３」値に対し行われる。最初の「３」を見つけ
た場合、上述した探索は、同一のシーケンスの中で最後の「３」が見つかるまで繰り返さ
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れる。これは、現在の可能性のある事象のシーケンス中のピーク値のインデックスを識別
する。
【００１２】
　ステップ１２０でマーキングデータベクタ（ｍａｒｃ）の解析を続け、現在のシーケン
スにおける最後の「３」のインデックスは、事象のピーク（ｐｏｅ）パラメータとして識
別される。上記データベクタ（ｄｉｎ）中の、同一インデックスでの値は、事象の振幅と
して識別される。それから、「０」値が見つかるまで、現在のシーケンス中、探索は後方
向になされる。これにより、事象の開始（ｂｏｅ）パラメータが識別される。それから、
方法は，ｐｏｅインデックスに再び焦点を合わせ、「０」値が見つかるまで探索を前方へ
継続する。これにより、事象の終了（ｅｏｅ）のパラメータが識別される。
【００１３】
　次に、反射事象表がステップ１２２にて開かれ初期化される。上記表はステップ１２０
で識別された事象の特性を取り込む。それぞれの事象についての追加的な情報もまた上記
表に記録される。それぞれの事象の種類と状態に加え、追加情報にはｂｏｅ、ｐｏｅ、ｅ
ｏｅも含まれる（典型的にはメートル値で記録する）。この記録処理は、最後の事象か否
かを解析するための判定ステップ１２４の決定処理を用いて実行される。
【００１４】
　焦点を、見つかった最後の事象のピークｐｏｅのインデックスにおけるマーキングデー
タベクタ（ｍａｒｃ）へと戻す。ステップ１２６は、再びステップ１２０から処理を開始
し、上記方法を繰り返すための、適切な探索を指示する。このインデックスからの前方方
向への探索は最初の「３」値に対し行われる。これは、最後の可能性のある事象が識別さ
れるまで、１２０と１２２のステップに示されるのと同様のサイクルを開始する。その時
点において、図のコネクタ部分１２８に示されるように、反射解析が続く。
【００１５】
　次の９つのブロックとステップは図２において示される。下記示される追加的情報は、
一般的に、上述したように導入された反射解析を継続するために用いられる。
【００１６】
　反射解析１００のセクションはステップ１３２において、標準反射曲線（ｓｒｃ）に係
る処理を開始する。標準反射曲線（ｓｒｃ）とは一定の間隔にてサンプルが取得される、
正規化された一連の振幅を指定する数のベクタまたは配列である。想定されるサンプリン
グ率はトレースを収集するときに光パルス試験で使用される最大のサンプリング率と等し
い。連続したサンプル数をプロットしたとき、一連の正規化された振幅は曲線をたどる。
該曲線は、ネットワークを監視する光パルス試験システムにより測定される光回線終点装
置（ＯＮＴ）のファイバ終端で現れる典型的な不連続と相互作用する光のパルスに対し、
特有の反射応答を定義する。該特有の応答曲線は、システムのインパルス応答を測定する
時に現れる情報に関連するシステムの応答情報を含む。該特有の応答曲線は、また、整合
フィルタリングに用いられるテンプレートまたはモデルと考えうる。整合フィルタは、反
射事象表にて、反射事象を検証するために用いられる。
【００１７】
　それから方法はステップ１３４へ移行する。そこでは、データベクタ（ｄｉｎ）が開か
れ、基準スプリッタ事象が識別される。その基準スプリッタ事象は解析され、事象のピー
クが定義される。基準スプリッタピーク振幅は反射事象表にて更新される。次に、反射事
象表に記録された基準スプリッタピーク振幅と基準表に記録された基準スプリッタピーク
振幅との比率を計算する。この比率は反射事象表での事象振幅と同様に、データベクタ（
ｄｉｎ）を正規化するのに用いられる。この比率は保存される。
【００１８】
　他の複合配列またはデータベクタ（ｒｅｆｌ）がステップ１３６にて生成される。該他
の複合配列またはデータベクタ（ｒｅｆｌ）は、基準表に記載されているそれぞれの事象
のための光パルス試験のサンプル番号に従い、インデックスされた、標準反射曲線（ｓｒ
ｃ）の値にスケーリングされ、補間される。該スケーリングはデータベクタ（ｄｉｎ）事
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象ピークより得られる。その振幅値は、ｓｒｃサンプル間の補間により、修正されたｓｒ
ｃ曲線に対して定められる。上記補間された振幅値は光パルス試験データのサンプルの距
離を用いて計算される。その光パルス試験データベクタ（ｄｉｎ）のピークは、そのピー
ク値のｓｒｃピークと結びつけられる。それぞれの事象の開始（ｂｏｅ）点はピーク値と
なる前の、ｎＭａｒｋ個のサンプルとして仮定する。Ｎ個のそれぞれの事象の終了（ｅｏ
ｅ）点はｂｏｅ＋（ｐｅａｋＮ_ｓｒｃ_ｓａｍｐｌｅｓ－１）×（ｓｒｃ_ｉｎｔｖｌ）
として仮定される。これは、それぞれの事象が基準表における事象と一致する「テンプレ
ート」事象に係るリストとなる。
【００１９】
　ステップ１３８において、基準表は開かれ、最初の光ネットワーク終端装置に係る種類
の事象が検査される。事象開始（ｂｏｅ）のパラメータはロードされる。そして、標準反
射曲線（ｓｒｃ）を用い、ピークとエンドでの値と一致する値が計算される。サンプル数
は事象ピークの近似のために定められる。これは、複合ベクタ（ｒｅｆｌ）からピーク電
力の値を取り出すために用いられる。次に、光パルス試験データベクタ中、一致する電力
値が取り出され、上記２つの値の比率が計算される。上記処理は基準表の全事象に対し行
われ、ピーク比率は保存される。上記事象ピーク領域は計算され、それらの比率（複合ベ
クタ（ｒｅｆｌ）とデータベクタ（ｄｉｎ）の間）は定められ、保存される。ピーク比率
とピーク領域に係るメトリックは、基準表に記載されているそれぞれの事象毎に指定され
る。
【００２０】
　次に、ステップ１４０にて、「１」に係る上記ピーク比率の近傍が定められる。もっと
も大きい近傍数が追跡される。「１」に係る上記領域比率の近傍がまた定められる。最も
大きな領域の近傍数が追跡される。上記事象比率の数は分類のために準備される。３つの
事象閾値ｔｈＭｉｓｓ、ｔｈＧｒｅｙ、ｔｈＨｉｇｈが用いられる。これらはステップ１
１０にてロードされたパラメータの一部であるプログラム可能な値である。
【００２１】
　上記ベクタ（ｒｅｆｌ）値と上記ベクタ（ｄｉｎ）値とを比較することにより識別した
、それぞれの事象比率をステップ１４２において分類する。本実施形態では、比率＜ｔｈ
Ｍｉｓｓの場合、上記事象を「Ｍｉｓｓ」に分類する。同様に、ｔｈＭｉｓｓ＜比率＜ｔ
ｈＧｒｅｙの場合、上記事象を「Ｇｒｅｙ」に分類する。最後に、ｔｈＧｒｅｙ＜比率＜
ｔｈＨｉｇｈの場合、上記事象を「ＯＫ」に分類する。比率＞ｔｈＨｉｇｈの場合、上記
事象を「Ｈｉｇｈ」に分類する。
【００２２】
　方法の続きとして、ステップ１４４にて、事象の差を定める。比率＜ｔｈＭｉｓｓの場
合、Ｍｉｓｓの閾値に関連する差を求める。上記メトリックは、どのように比率が閾値に
近づくのかをパーセンテージ値として反映する。比率＜ｔｈＧｒｅｙの場合、Ｍｉｓｓと
Ｇｒｅｙの双方の閾値に対して差を求める。比率＜ｔｈＨｉｇｈの場合、ＧｒｅｙとＨｉ
ｇｈの両方の閾値に対する差を求める。
【００２３】
　反射解析１００の最後の部分として、全事象の分類が、ステップ１４６における差計算
により、完成する。最後の分類は、「Ｍｉｓｓ」、「Ｇｒｅｙ」、「ＯＫ－ｌｏｗ」、「
ＯＫ－ｈｉｇｈ」「Ｈｉｇｈ」として定められる。「Ｇｒｅｙ」カテゴリーの事象は更に
処理される。該処理において、Ｇｒｅｙ事象の集合が探索される。そしてＧｒｅｙ、Ｍｉ
ｓｓへの分類に係る決定の検証のため、ｔｈＧｒｅｙ、ｔｈＭｉｓｓの閾値の最適化が試
みられる。最終的な分類は、必要があれば更新される。
【００２４】
　操作者と光ネットワークの評価者にとっての有用な情報供給のため、反射結果はステッ
プ１４８においてまとめられ、表記される。表記結果は以下を含む。
ａ．欠陥のない光ネットワーク終端装置の数：「ＯＫ－ｌｏｗ」＋「ＯＫ－ｈｉｇｈ」の
事象の数
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ｂ．見つからない複数の光ネットワーク終端装置：「Ｍｉｓｓ」の事象数
ｃ．高反射を伴う複数の光ネットワーク終端装置：「Ｈｉｇｈ」事象数
ｄ．小さい損失を伴う複数の光ネットワーク終端装置：「Ｇｒｅｙ」事象数
【００２５】
　本実施の形態の次の側面は、図３、４に示されるように、より一般的なブロックへと組
み合わされた多数のステップよりなる低解析部２００を含む。最初の１３のステップまた
はブロックは図３に示される。最初に、ステップ２１０で光パルス試験データファイルを
開き確認し、続いて、ステップ２１２にて関連するデータ配列（Ｄｉｎ）を生成すること
によりこれらのステップは開始される。同様に、ステップ２１４にて配列（Ｄｉｓｔ）が
光パルス試験サンプリング率を用いて、生成される。これらのステップは、上記で論じた
、反射解析１００で実行されたことと同様であるので、先に行われた方法を利用する。
【００２６】
　上記基準となる情報を用い、後方散乱発射のｙ－切片を定めるため、ステップ２１６に
おいて線形曲線フィッティングを用いる。
【００２７】
　ステップ２１８において、元の光パルス試験（Ｄｉｎ）データを正規化し、正規化ベク
タ（Ｄｉｎ２）とするため、ステップ２１６にて定めたｙ－切片が用いられる。
【００２８】
　正規化された光パルス試験データベクタ（Ｄｉｎ２）は、平均化されたデータベクタ（
Ａｖｅ）を生成するために、安定な可変幅の、平滑化または平均化（ローパス）フィルタ
を用いて処理される。このフィルタはスライディング－ウィンドウ平均（ｍｅａｎ　ｂａ
ｓｉｓ）フィルタである。基本的な統計はまたこのステップの間に計算される。
【００２９】
　ステップ２２２にて、平均化された光パルス試験データベクタ（Ａｖｅ）はさらに、平
滑化フィルタにより導入されるエラーの補償のための正規化補正が適用され、処理される
。このベクタは解析準備のため、タイムシフトされる。該結果は平均化され正規化された
データ（Ａｖｅｆ）となる。
【００３０】
　次に、平均化され正規化された光パルス試験データ（Ａｖｅｆ）を取得し、それに予想
される変数成分が加算された、新たなデータセットが算出される。この新たなデータセッ
トは、ホールドデータベクタ（Ｈｏｌｄ）を生成する元の光パルス試験データ（Ｄｉｎ）
と点毎に比較される。ホールドデータベクタ（Ｈｏｌｄ）は、元の光パルス試験データが
予想される統計的変数値を超える場合における、上記元の光パルス試験データの全領域を
指す。これらの領域では、ホールドデータベクタ（Ｈｏｌｄ）は平均化され正規化された
値を保存する。（すなわち、ホールドベクタはクランプ値を保持する。）
【００３１】
　続くステップ２２６では、ホールドベクタデータ（Ｈｏｌｄ）が、新たなデータベクタ
（Ｅ）を生成するため、正規化された元の光パルス試験情報（Ｄｉｎ２）と組み合わせら
れる。
【００３２】
　新たなデータベクタ（Ｅ）は、ステップ２２８において、スライディング－ウィンドウ
平均フィルタにより、フィルタリングされ、平均データベクタ（Ａｖｅ）が書き換えられ
る。それから、書き換えられたデータセットはパッシブ光ネットワークの端または終端を
定めるのに用いられる。該情報は後でＲＭＳノイズを算出するときに用いられる。該ステ
ップのブロックにおいて、確率質量関数（ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ　ｍａｓｓ　ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎ）への変換に先立つ、元の光パルス試験データの解析とヒストグラム作成により
、動的範囲の算出がなされる。
【００３３】
　書き換えられたデータベクタ（Ａｖｅ）はステップ２３０で、正規化され、タイムシフ
トされ、新たな書き換えられた平均データベクタ（Ａｖｅｆ）が生成される。該ベクタは
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異常値があれば解析され、統計的限界が課せられ、２乗平均平方根のノイズ振幅を近似す
る新たなデータベクタとなる。この新たなデータベクタは、このようにしてｒｍｓデータ
ベクタ（Ｅｒｍｓ）と考えられ、後の使用ために適切に保存される。
【００３４】
　データｒｍｓベクタ（Ｅｒｍｓ）はステップ２３２において、フィルタリングされ、新
たなｒｍｓベクタ（Ｒｍｓ）となる。ここで用いられるフィルタは上述したフィルタ同様
、別の安定したスライディング－ウィンドウ平均フィルタである。
【００３５】
　次に、ステップ２３４で、新たなｒｍｓデータベクタ（Ｒｍｓ）が４段階のスライディ
ング－ウィンドウ平均（ｍｅｄｉａｎ　ｂａｓｉｓ）フィルタを用いて再度フィルタリン
グされる。
【００３６】
　損失解析についての事象検出ブロックは図４に示される。この損失解析のセクションは
、再び元の光パルス試験データベクタ（Ｄｉｎ）についての処理により開始する。これら
複数のステップ２５０は、さらなる処理において活用可能な計算されたデータベクタを提
供するために、データベクタにさらなる調整を行うことにより特徴付けられる。最初のス
テップ２３８において、元のデータベクタは正規化された電力値に変換される。次に、該
データベクタはガウシアン・フィルタによりフィルタリングされる（ステップ２４０）。
それから、ステップ２４２において、元のデシベル値（ｄＢ）へ変換して戻され、正規化
されフィルタリングされたデータベクタ（ｄｉｎ２）を生成する。正規化とフィルタリン
グがされたデータベクタ（ｄｉｎ２）はさらに、差分が求められ、ガウシアン・フィルタ
によりフィルタリングされることにより処理され、差分データベクタ（ｄｉｎ４）を生成
する。該ベクタ（ｄｉｎ４）は、次いで便利な基準を生成する、フィルタリングされたデ
ータベクタ（ｄｉｎ２）に正規化される。
【００３７】
　差分データベクタ（ｄｉｎ４）は、任意のスプリッタ事象が場合によっては存在してい
るかを定めるため、ステップ２５２で解析される。これは、スプリッタ反応差の特徴的形
状を（ｄｉｎ４）ベクタと比較し、定められる。この特徴的形態は勾配計算と曲線フィッ
ティングにより検出される。可能性のある複数のスプリッタ事象の最初の複数のインデッ
クスについての推定は、さらなる解析のために保存される。
【００３８】
　ステップ２５４において、事象検出に使用されるデータベクタが解析に先立って用意さ
れる。軽度にフィルタリングが行われた光パルス試験データ（ｄｉｎ２）は重度にフィル
タリングされた基準ベクタ（Ａｖｅｆ）へと用心深く正規化される。これは、両方のベク
タの非事象部分を選択し、それぞれの選択部分のための線形モデルを計算することによっ
て行われる。この２つのモデルの間において、当該２つのモデルの間のオフセットを最小
二乗比較による計算と最小化とにより反復的に減少させる。
【００３９】
　次に、ステップ２６０の一般的な処理ステップの組み合わせが実行される。より具体的
には、１つの事象表が開かれ、初期化される。当該表は事象の検出、検証、定量化に用い
られた全パラメータのトラックを保持する。このブロックはまた可能性のある事象の検知
に必要なベクタデータを検査するステップ２６４での事象検知ソフトウェアループを初期
化する。
【００４０】
　下限変動データベクタ（ｖ２）は、アレンジされ、正規化されたデータベクタ（Ａｖｅ
ｆ）と、プログラム可能な定数（ｎｓｉｇｍａ）を乗算した新たなｒｍｓベクタ（－Ｒｍ
ｓ）とを加算することにより、ステップ２６２で生成される。上限変数データベクタ（ｖ
１）は、アレンジされ、正規化されたデータベクタ（Ａｖｅｆ）と、プログラム可能な定
数（ｐｓｉｇｍａ）を乗算した新たなｒｍｓベクタ（Ｒｍｓ）とを加算することにより生
成される。上記２つの新たなベクタは予想される変動を確立するため、事象検出中に、使
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用される。
【００４１】
　ステップ２６４に移り、可能性のある妥当な事象を探索し識別するために、基本信号処
理が行われる。この処理は上記検知を遂行するために５つの異なるベクタを使用する。使
用されるベクタは（Ａｖｅｆ）、（ｖ１）、（ｖ２）、（ｄｉｎ２）、（ｄｉｎ４）であ
る。ここで、再び、ベクタ（Ａｖｅｆ）は最小変動を伴う基準信号の時間推移（ｔｉｍｅ
　ｓｈｉｆｔ）バージョンである。上述したように、ベクタ（ｖ１）、（ｖ２）は基準周
辺の予想される統計的変動を表す。ベクタ（ｄｉｎ２）は元の光パルス試験信号を軽度に
フィルタリングしたものである。ベクタ（ｄｉｎ４）は計算され、フィルタリングされた
ベクタ（ｄｉｎ２）の差分である。上記５つのベクタは点毎に比較され、発生するパター
ンは可能性のある事象を検出するため用いられる。具体的には、互いの曲線の位置を追跡
するフラグが作成され、ローカルなインターシグナルとイントラシグナル測定を追跡する
メトリックが生成される。これらフラグは、交差する点、交差する勾配、極大値、極小値
、正負の近傍等の位置の詳細を追跡する。上記メトリックは交差勾配、部分的勾配、極大
値、極小値、正負の近傍、正負の領域等の測定を追跡する。これらフラグ（またはフラグ
なし）の適当なシーケンスは、これらと連携するメトリックと共に、ベクタデータをマー
クすることにより記される。マークされたデータから、確率メトリックが計算され、可能
性のある事象が定量化される。計算された確率は正規化された値であり、該値は、マーク
されたデータ値を、時系列の特定の時間（インデックス）における想定される信号変動と
関連づける。
【００４２】
　上記全ての利用可能な基準となる情報により、反射解析２００は一般的な決定ループ２
７０を開始する。本モジュールにて採用される一般的な決定ループは下記の通りである。
（ａ）可能性のある事象の開始は発見されたか（２７２）？（ｂ）もしそうであれば、該
可能性のある事象の追跡、測定、構成を完了する。（ｃ）もしそうでないなら、全データ
が解析されたかをチェックし（２７４）、もしされていなかったら事象探索開始ウィンド
ウを増やし（２７６）、新たな事象を探索する（２７２）。（ｄ）発見された可能性のあ
る事象の構成後、確率をチェックすることにより、事象を評価する（２８６）。（ｅ）次
に、評価された事象が予想されたスプリッタであるか否かのチェックを行う。（ｆ）評価
された事象がスプリッタでない場合は、該事象が、スプリッタ予備走査モジュール（２５
２）にて定義されている予想されたスプリッタの後に発生しているか否かをチェックする
。（ｇ）もし、予想されたスプリッタの後に上記事象が発生したときは、スプリッタ発見
（ｓｐｌｉｔｔｅｒ_ｆｏｕｎｄ）フラグがセットされたかをチェックする。（ｈ）もし
、上記スプリッタ発見フラグがセットされていれば、該事象を完全に検証する（２８４）
。（ｉ）該事象を事象表に保存し、探索ウィンドウを増やし、次の事象の探索を続ける（
２８６、２７６）。（ｊ）もし予想されるスプリッタの後に事象が発生し、スプリッタ発
見フラグがセットされていなければ、スプリッタ予備走査ウィンドウのインデックスをロ
ードする（２９０）。（ｋ）スプリッタ検出モジュールと共にベクタデータを解析する（
２９２）。（ｌ）予想されたスプリッタが発見された場合には、スプリッタ事象を検証す
る（２８４）。（ｍ）スプリッタ事象を事象表に保存し（２８６）、探索ウィンドウを増
やし、次の事象の探索を続行する（２７６）。（ｎ）予想されたスプリッタが見つからな
ければ、エラー操作モジュールへ導き（２９８）、問題が解決されるまで実行を中止する
。（ｏ）全てのベクタデータを解析したとき、事象管理モジュールへ移行する（３０２）
。
【００４３】
　２８９部分にて事象を検証するため、潜在的に事象を識別する検証されたマークのそれ
ぞれのシーケンスと、上記個々の構成確率は加算され、プログラム可能な閾値と比較され
る一つの確率メトリックが定められる。事象確率メトリックが有利に、必要な閾値と比較
されるときは、上記事象の潜在する確率を検証するフラグがセットされる（ｐｆｌａｇ）
。次に整合フィルタ解析が実行される。そこでは（ｄｉｎ２）のためのモデルが計算され
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る。該モデルは全体的な波または部分的波（双方とも特定の光パルス試験応答によりスケ
ーリングされ正規化されている）または特定の光パルス試験反射応答のみの形態を取り得
る。次に、事象シグナル対ノイズの比率（ＳＮ比：ｓｉｇｎａｌ－ｔｏ－ｎｏｉｓｅ）を
劇的に増加させるために、上記モデルとｄｉｎ２との間の相関手順が実行される。これは
、事象シグナルの完全性と特性を検証するため、可能性のある事象のデータのチェックを
実行し、完了するための必要な情報を提供する。チェックがうまく実行されれば、事象は
開始され、終端と中間が、インデックスや距離の観点から計算される。事象メトリックス
は、（始点、終点、中間、確率等について）保存され、該事象はステップ２８６にてテス
ト事象表に登録される。また確率の差もまた計算される。このメトリックは、上記事象確
率が、上述した方法のステップにより識別された「高重要」、「高確率」事象と比較して
、どれほど重要かを示す値を含む。
【００４４】
　ステップ２５２と３００での方法の一部は、より確実にスプリッタの配置を検出するた
めに、スプリッタの予備走査手法を用いる。これは、スプリッタ事象が標準的な損失事象
と独立して最適化されるための方法を可能にする。もしスプリッタ事象が標準的な損失／
反射事象解析と共に正確に識別されなければ、差分シグナル（ｄｉｎ４）に焦点を当てた
第２のプロセスを、スプリッタの位置の確認のために用いる。
【００４５】
　全ての解析プロセスは、スプリッタ検出の正確性に大きく依存する。スプリッタはＰＯ
Ｎネットワークのための基準境界を生成するなど、特徴づけは重要である。もし解析プロ
セスがスプリッタを発見する信頼性がなければ、エラー処理システム２９８に帰着するよ
う制御する。該システムは、拡張された事象検出と必要な場合のスキャンの確認とを通し
、状況を自動的に修正するように求める。
【００４６】
　事象管理ステップ３１０は図５に示される。最初のステップ３１４として、方法はテス
ト事象表を探索する（この表には検出検証された事象が取り込まれている）。該方法は、
ある事象と組み合わされそうな、該事象の近傍の事象を識別する。もしそのような事象が
識別されれば、ステップ３１６に概説したように、それら事象は組み合わされ、新たな事
象を生成し、元の事象は廃止されたものとしてマークする。
【００４７】
　続くステップ３１８は、それぞれの事象終端のインデックスとそれぞれの事象の距離と
の改善された推定を計算することから開始される。補正は事象の終端位置と、既知のパル
ス幅に基づく距離とに対し適用される。次に，事象開始（ｂｏｅ）前の２０のサンプルの
インデックスにおいての最終的な平均データ（ｄｉｎ２）がｂｏｅバジェット値として、
取り出され、指定される。それから事象終了（ｅｏｅ）後の２０のサンプルのインデック
スにおいての最終平均データ（ｄｉｎ２）の値がｅｏｅバジェット値として取り出され、
指定される。
【００４８】
　次に、ステップ３２０で、通常のファイバ損失の事象損失係数を算出する。総事象損失
は、バジェット数とファイバ損失係数から計算される。事象損失とバジェット値は保存さ
れる。
【００４９】
　ステップ３２２の開始のために、プログラム可能な最小損失数と損失変動係数とから基
準損失値が計算される。基準損失値と比較して計算された事象損失を指し示す損失確率メ
トリックが計算される。損失確率メトリックは保存される。
【００５０】
　上述した、計算された事象損失メトリックは、プログラム可能な閾値と比較される。も
し、十分に高い場合ならば、フラグが設定される（ｏｋＬ）。事象検出確率（図４を参照
して上述された）は取り出され、スケーリングされ、プログラム可能な閾値と比較される
。もし十分に高い場合ならば、フラグが設定される（ｏｋＰ）。確率フラグ（ｏｋＬ，ｏ
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ｋＰ）の全組み合わせ（０，０；０，１；１，０；１，１）は検査され、適切な条件がそ
れぞれの組み合わせに対し、特定される。
１．もし、（ｏｋＬ，ｏｋＰ）＝（１，１）で、損失確率が事象検出確率より大きい場合
は、フラグ（ｕｓｅＬｏｓｓ）を１にセットする。フラグ（ｏｋ）を１に設定する。
２．（ｏｋＬ，ｏｋＰ）＝（０，０）で、事象検出確率が損失確率よりも大きい場合、フ
ラグ（ｕｓｅＬｏｓｓ）を１に設定する。
３．（ｏｋＬ，ｏｋＰ）＝（０，１）の場合には、フラグ（ｕｓｅＬｏｓｓ）を１に設定
する。
４．（ｏｋＬ，ｏｋＰ）＝（１，０）の場合には、フラグ（ｕｓｅＬｏｓｓ）を０に設定
する。
【００５１】
　一般的に、それぞれの事象の種類と状態はステップ３２６で指定される。より具体的に
は、もしフラグ（ｏｋ）が１に設定されているならば（損失確率と事象検出確率の両方が
十分に高い）、事象の状態と種類を検証する（種類＝ｔＰｒｏｂ，ｔＭｉｎＬ，ｔＥｖｅ
ｎｔ）。もしフラグ（ｏｋ）が１に設定されてないなら、事象の状態を適切に設定する。
もしフラグ（ｕｓｅＬｏｓｓ）が１に設定されているなら事象の状態を適切に設定する。
事象確率メトリックを、損失確率の値と等しくなるように設定する。事象状態と種類を検
証する。最後に、検査され、定性化された事象の総数が検証される。
【００５２】
　最後に、方法は、図６に表される比較手順３４０及びそこに示される残りのステップと
ブロックを実行する。図中に示される追加のブロックの情報は、本開示にて指し示す段落
において与えられる。
【００５３】
　最初に、各事象のため少なくとも以下のフィールドとメトリックとを含むテスト事象表
を完成させるため、ステップ３４２が実行される。
ａ．ｔｙｐｅ：事象の分類
ｂ．ｓｔａｔｕｓ：事象の検証
ｃ．ｂｏｅ：事象開始位置
ｄ．ｔｄ：事象の開始までの総距離、ｍ（メートル）
ｅ．ｅｏｅ：事象終了位置
ｆ．ｒｄ：相対距離
ｇ．ｌｏ：事象損失、デシベル、光パルス試験
ｈ．ｌｂ：バジェットによる事象損失
ｉ．ｌｐ：事象損失、パッシブ光ネットワーク、デシベル
ｊ．ｂｂ：ｂｏｅでのバジェット
ｋ．ｂｅ：ｅｏｅでのバジェット
ｌ．ｒ：事象反射、デシベル
ｍ．ｆｎ：ファイバ番号
ｎ．ｆｅ：ファイバ等価
ｏ．ｅｄ：事象指定
ｐ．ｊ：事象行
ｑ．ｎｆ：ファイバの数
ｒ．ｒｗ：事象反射幅
ｓ．ｐｄ：反射ピーク距離
ｔ．ｐｄｉ：補間された反射ピークの距離、
ｕ．ｐｄｃ：反射ピーク距離、曲線
ｖ．ｅｍ：事象メッセージ
ｗ．ｆａｕｌｔ：最初の欠陥
ｘ．ｍａｒｇ：ｆｅ　差
ｙ．ｐｒｏｂ：事象確率
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ｚ．ｎｅ：ｅｏｆ（ファイバの終点）の数
ａａ．ｆｅｆｔ：ｆｅ欠陥種類
ｂｂ．ｌｏｅ：損失エラー
ｃｃ．ｂｂｅ：バジェットエラー、ｂｂ
ｄｄ．ｂｅｅ：バジェットエラー、ｂｅ
ｅｅ．ｉｌ：事象開始インデックス
ｆｆ．ｍ：事象整合フラグ
【００５４】
　次に、ステップ３４４において、基準表が、それぞれの事象について、少なくとも以下
のフィールドとメトリックとを含むように、完成される。
ａ．Ｓｔａｔｕｓ：事象の検証
ｂ．ｔｙｐｅ：事象分類
ｃ．Ｄｅｓｇｎ：指定
ｄ．Ｆｉｂｅｒ：ファイバ番号
ｅ．Ｆａｕｌｔ：欠陥指定
ｆ．ＴｏｔＤｉｓｔ：総事象距離
ｇ．Ｏｌｏｓｓ：光パルス試験　損失
ｈ．Ｐｌｏｓｓ：パッシブ光ネットワーク　損失
ｉ．ＢｕｄｇｅｔＢ：光パルス試験　バジェット　事象開始
ｊ．ＢｕｄｇｅｔＥ：光パルス試験　バジェット　事象終了
ｋ．ｎＥＯＦ：ファイバ終端数
ｌ．Ｒｅｆｌ：デシベルでの振幅
ｍ．Ｉｎｄｅｘ：サンプルインデックス
ｎ．ＷｉｄＲｅｆｌ：反射幅
ｏ．ＰｋＤｉｓｔ：ピーク反射距離
ｐ．ＰｋＩＤｉｓｔ：補間されたピーク反射距離
ｑ．ＰｋＣＤｉｓｔ：ピーク反射距離　曲線
ｒ．Ｅｖｅｎｔ＿Ｍｓｇ：事象情報
ｓ．ｍ：事象整合フラグ
【００５５】
　これらの表が完成されると、方法は比較表を構成するステップ３４６へ進み、それぞれ
の事象について、少なくとも次のフィールドとメトリックとを含むように初期化する。
ａ．ｊ：事象行
ｂ．ｅｓ：事象状態
ｃ．ｅｔ：事象種類
ｄ．ｆａｕｌｔ：初期故障種類
ｅ．ｌｐ：事象損失、ｄＢ
ｆ．ｐｔｓ：評価ポイント
ｇ．ｅｍ：事象メッセージ
ｈ．ｆｎ：ファイバ番号
ｉ．ｎｅ：ファイバ終端数
ｊ．ｌｏｅ：損失エラー
ｋ．ｎｆ：ファイバ数
ｌ．ｅｏｅ：事象終端距離
ｍ．ｔｄｅ：総距離エラー
ｎ．ｂｂｅ：事象開始でのバジェットエラー
ｏ．ｂｅｅ：事象終了でのバジェットエラー
ｐ．ｅｄ：事象指定
ｑ．ｊｒ：基準事象フラグ（表の行のフラグ）
ｒ．ｔｄｒ：全事象距離基準
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ｓ．ｅｔｒ：事象種類の基準
ｔ．ｆｅｆｔ：ｆｅ欠陥種類
ｕ．ｆＴｙｐｅ：ｆｅ欠陥種類２
ｖ．ｆｅ：ファイバ等価
ｗ．ｂｂ：事象開始でのバジェット
ｘ．ｊｔ：テスト事象フラグ（表の行のフラグ）
ｙ．ｔｄｔ：テスト表記載の総距離
ｚ．ｅｔｔ：テスト事象種類
ａａ．ｍａｒｇ：確率の差
ｂｂ．ｔｄ：事象への総距離
ｃｃ．ｆｅｒ：ファイバ等価基準
ｄｄ．ｆｅｔ：ファイバ等価テスト
ｅｅ．ｆｅｒｍａｒｇ：ファイバ等価の差
【００５６】
　次に、ステップ３４８では、事象種類、損失、位置に基づき、基準スプリッタを配置さ
せるために、基準表は開かれる。テスト事象表もまた開かれ、基準スプリッタは、＋／－
のプログラム可能な許容範囲内の、事象損失と位置に従って識別される。基準表とテスト
事象表に記録される基準スプリッタ間の、位置の差は検証され記録される。
【００５７】
　基準表とテスト事象表の両方を用いて、基準スプリッタ事象を両方の表に関連づけた後
に、それぞれの後続の事象はステップ３５０にて比較される。これら表の各行は、光パル
ス試験器からの距離の順番に応じて並べられた異なる事象を示す。各行には、単一のイン
デックス番号でアドレスを指定される。最初に、比較プロセスは、上記表の行のインデッ
クスを初期化し、上述した事象検出と事象損失手順にて「良好」状態として検証され、定
性化された、テスト事象表の中の最初の事象を見つける。テスト事象距離ｄｔが検証され
る。基準表内の、上記と同じ開始のインデックスが使用され、一致する基準事象距離ｄｒ
が検証される。基準事象距離ｄｒはテスト事象ｂｏｅ、ｅｏｅと比較される。この比較の
出力は、「ｍａｔｃｈ」か「ｍｉｓｓ」のいずれか、または「ｎｅｗ」事象である。「ｍ
ｉｓｓ」は、テスト事象は存在しないが、基準事象は存在することを意味する。「ｎｅｗ
」は、基準事象は存在しないが、テスト事象は存在することを意味する。
【００５８】
　「ｍａｔｃｈ」が見つかった場合、パラメータｍは、両表での整合するインデックスに
等しく設定される。フラグｘＴｅｓｔとｘＲｅｆは両表でのエントリが存在することを示
すように設定される。整合するテスト事象種類と状態は検査される。整合する基準事象状
態は調べられる。事象種類と状態の検査結果により、比較状態に値が割り当てられる。該
比較状態は解析され、検証される。それから事象距離ｄｒとｄｔは比較される。当該比較
では事象距離ｄｒとｄｔの間の差が許容範囲内にあることが検証される。次に、ｘＴｅｓ
ｔが設定され、テスト事象表パラメータが比較表にコピーされる。これらパラメータは、
ｅｓ、ｅｔ、ｂｏｅ、ｔｄ、ｅｏｅ、ｒｄ、ｌｏ、ｌｂ、ｌｐ、ｂｂ、ｂｅ、ｒ、ｆｎ、
ｆｅ、ｅｄ、ｊ、ｎｆ、ｒｗ、ｐｄ、ｐｄｉ、ｐｄｃ、ｅｍ、ｆａｕｌｔ、ｍａｒｇ、ｐ
ｒｏｂ、ｎｅ、ｆｅｆｔ、ｆＴｙｐｅ、ｊｔ、ｊｒ、ｔｄｒ、ｔｄｔ、ｔｄｅ、ｅｔｒ、
ｅｔｔ、ｌｏｅ、ｂｂｅ、ｂｅｅ、ｐｔｓ、ｉ１とｉ２である。該比較状態は比較表に保
存され、ｅｏｅが０．０に設定される。ｘＲｅｆとｘＴｅｓｔの両方が設定され、比較表
には新たに求められたエラーパラメータｔｄｅ、ｂｂｅ、ｂｅｅとｌｏｅが取り込まれる
。これらエラーパラメータはテスト事象表と基準表との値の間の差から計算される。該比
較表は、それから、基準表の値からのパラメータｅｄ、ｊｒ、ｔｄｒ、ｅｔ、ｅｔｒ、ｆ
ｎ、ｆｅｆｔとｆＴｙｐｅの値を用いて更新される。次に、比較表のパラメータｎｅおよ
びｎｆが指定される。ｘＴｅｓｔが設定され、比較表パラメータｊｔ、ｔｄｔ、ｅｔｔ、
ｅｔ、ｅｏｅがテスト事象表から更新される。テスト事象表のパラメータｐｒｏｂは、該
テスト事象表の、正規化されスケーリングされたバージョンのパラメータｌｏと比較され
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る。この比較の結果は、比較表のパラメータｍａｒｇの計算に用いられる。
【００５９】
　もし、「ｎｅｗ」事象（基準表には対応しないテスト事象）が見つかった場合、比較事
象距離は、テスト事象表の値が割り当てられる。フラグｘＲｅｆは設定されず、フラグｘ
Ｔｅｓｔが設定される。事象状態は、テスト事象表から調べられる。テスト事象表の状態
が、「ｎｅｗ」または「ｎｅａｒ」である場合、これは比較表の状態の箇所へコピーされ
るか、さもなければ該比較表の状態箇所に「ｂａｄ」を設定する。該比較表の状態はさら
に評価され、ｘＴｅｓｔが設定され、テスト事象表のパラメータが比較表にコピーされる
。次に、比較表中の次の値ｅｔ、ｂｂ、ｌｏ、ｔｄｔ、ｅｔｔとｅｏｅがテスト事象表か
らのそれぞれ次の値により更新される。テスト事象表のパラメータｐｒｏｂは、該テスト
事象表の、正規化されスケーリングされたバージョンのパラメータｌｏと比較される。こ
の比較の結果は、比較表のパラメータｍａｒｇの計算に用いられる。
【００６０】
　ｍｉｓｓの事象（対応するテスト事象のない基準事象）が見つかった場合、比較事象距
離は基準表の値が割り当てられる。そのパラメータｍは両方の表においてマイナス１に等
しく設定される。フラグｘＴｅｓｔは設定されず、フラグｘＲｅｆが設定される。事象状
態は基準表から調べられる。基準表での事象状態「ｏｋ」「ｒｅｆ」または「ｆｌｔ」で
あれば、それぞれ「ｍｉｓｓ」「ｒｅｆ」または「ｆｌｔ」が比較状態にコピーされるか
、さもなければ比較状態に「ｂａｄ」が設定される。比較状態はさらに評価され、ｘＲｅ
ｆが設定されてから、基準表のパラメータが比較表にコピーされる。次に、比較表の次の
値、ｅｄ、ｔｄｒ、ｅｔ、ｅｔｒ、ｆｎ、ｆｅｆｔ、ｆＴｙｐｅとｅｏｅが基準表から更
新される。次に、比較表のパラメータ、ｎｅとｎｆが割り当てられる。比較表のパラメー
タｍａｒｇはそれから更新される。
【００６１】
　上述した全処理の最終結果は、「ｍａｔｃｈｅｄ」、「ｎｅｗ」または「ｍｉｓｓｅｄ
」の事象に一致する比較表エントリであり、これらエントリは事象の全特性、比較結果を
詳細に示し、最終的に更新、検証された事象状態を含む。この全データは、ステップ３５
２において、比較表の１つの行において、記録され、形式化され、検証される。このプロ
セスは、テスト事象表と基準表に記録された全事象について繰り返される。
【００６２】
　方法はそれからステップ３５４へ移る。ここでは、基準表に記載されたそれぞれの事象
についてのファイバ等価番号を計算する。計算は、基準表を開き、該表の基準スプリッタ
事象と最終事象に対し、特定の「ｆｅ」番号を割り当てることにより、開始される。他の
全ての事象についても、下記のように「ｆｅ」番号が計算される。
　ａ．事象損失は取り出され（Ｌｏｔｄｒ）、Ｌｏｔｄｒがプログラム可能な閾値未満の
場合、ｆｅ番号はパラメータｎｆのスケーリングされたバージョンが割り当てられる。
　ｂ．Ｌｏｔｄｒがプログラム可能な閾値を超えると、ｆｅ番号は、特定の位置における
Ｎ－１の損失無しのファイバの集まりにおける、１本の損失性（ｌｏｓｓｙ）ファイバの
、算出された損失に基づく。
　　ρｒρｆ＝Ｎ（１０－Ｌ　ｏｔｄｒ／５－１）＋１
　　ρｒρｆ＝ｆｅ＊

　　ｆｅ＝（ｆｅ＊－１）×１００
　ｃ．ファイバ等価（ｆｅ）番号はまた計算され、全ての必要なテスト事象表のエントリ
に割り当てられる。
【００６３】
　次のステップ（ステップ３５６）は、適切な比較表パラメータ（ｆｅｒ）に対し、基準
表からのｆｅの値を割り当てることにより開始される。比較表パラメータｆｅｔは、テス
ト事象表からのｆｅの値を割り当てられる。該割り当ては表内における全事象に対し、な
される。次に、比較表に記載される基準スプリッタ事象は新たなｆｅ値に更新される。比
較のｆｅ値はスプリッタ基準表における損失と、スプリッタテスト事象表における損失と
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の間の差に基づいて計算される。比較表中にテスト事象表のエントリと対応または整合す
るエントリが存在しなければ、パラメータｆｅはこの条件を示す特定の値が割り当てられ
る。ｆｅｔとｆｅｒの両方のパラメータが存在する比較表事象について、これらパラメー
タの間の差が計算され、一致する事象のための比較テーブルパラメータｆｅとして保存さ
れる。次に、事象比較表パラメータｆｅｍａｒｇが計算される。この差は、本質的に、パ
ラメータｆｅと、事象種類と状態とｆｅ極性とにより決まるプログラム可能な閾値と、の
間の差である。
【００６４】
　代表的方法における最終ステップとして、ステップ３５８において、比較表が開かれ、
基準スプリッタ事象が探索される。有効なＰＯＮ（パッシブ光ネットワーク）事象の存在
は検証され、光ネットワークの距離と終点は定められる。次に、Ｆｌ部分（基準スプリッ
タの上流部分）は欠陥についてチェックされる。これらチェックと検証の後、基準スプリ
ッタに続いて事象解析を開始する。探索は、比較表中にて行われ、基準スプリッタの後に
続く妥当な最初の事象から始まり、パッシブネットワーク事象の最後へと向かって続けら
れる。上記探索の目的は、パラメータｆｅの最初の負のエクスカーションを発見すること
である。負のエクスカーションとは、プログラム可能な閾値についての侵入（ｖｉｏｌａ
ｔｉｏｎ）である。もし、負の欠陥が検出された場合には、欠陥の行はｅｃＦｎパラメー
タに保存され、フラグが設定される（ｆｌａｇＦｎ）。次に、上記スプリッタに続く事象
が、パラメータＦｅの最初の正のエクスカーションのために探索される。もし正の欠陥が
検出された場合、その欠陥の行はｅｃＦｐパラメータに設定され、フラグが設定される（
ｆｌａｇＦｐ）。一般的な欠陥は、ｆｌａｇＦｎとｆｌａｇＦｐとを用いた式に基づく欠
陥値を数学的に計算することにより定量化される。上記一般的欠陥値は解析され、検証さ
れる。上記の解析と検証の結果は、基準スプリッタへの最も近い欠陥位置となる。次に、
探索は、（比較表の最後から始められ、基準スプリッタへと進み）、パラメータｆｅの最
初の正のエクスカーションのためになされる。正の欠陥が発見されれば、その行は、ｅｃ
Ｂｐパラメータに保存され、フラグが設定される（ｆｌａｇＢｐ）。この値は欠陥事象状
態に一致する。同方向へのパラメータｆｅの中の最初の負のエクスカーションの探索が次
に続く。全ての探索結果は解析され、ＰＯＮの欠陥状態の詳細を示す最終結果は、ｆｌａ
ｇＦｎとｆｌａｇＢｐの値に基づいて定義される。全解析過程の出力の概要は、発見され
た任意の欠陥のスプリッタのブランチと位置を含む。該情報は出力され、必要に応じてリ
ピートされる。
【００６５】
　ＰＯＮ解析システム４００の例は図７に示され、以下述べられる。一般的な配備には、
ネットワークサーバ４２０が含まれる。この４２０は多数の遠隔テストユニット４２２を
制御する。通常の構成では、サーバの編成により、テストユニットが全ネットワークを監
視するように必要に応じて配備され、全メインシステム機能が中央コンピュータと協働し
中央コンピュータによって制御される、分散型コンピュータ環境を可能にする。中央サー
バと遠隔ユニットの接続には有線と無線がある。上記システムが提供するサービスには、
全ネットワークブランチの自動監視、要求に応じた特定のネットワークのテスト、機能を
記録する全ネットワークテスト、遠隔ユニットのテストと配置、ネットワークの状態とエ
ラーの条件に関する包括的な報告、トラブルを解消するガイドと診断が含まれる。サーバ
の配置は、必要であれば、遠隔テストユニットに納められる。上述した様々な方法を実行
するために用いられる解析ソフトウェアは、上記実行を最適化するために必要であれば、
サーバコンピュータおよび遠隔ユニットのいずれか又は両方にロードされる。
【００６６】
　図７に示された、例に挙げられる解析システム４００について、遠隔テストユニット（
ＲＴＵ）４２２は一般的に、ユーザインターフェース、制御部（ＣＰＵ、ＭＣＵ）、メモ
リ、拡張バス、ＵＳＢなど周辺インターフェース、イーサネットなどコミニュケーション
インターフェース、光パルス試験器（ＯＴＤＲ）と１×Ｎ光スイッチからなる。上記光パ
ルス試験器と上記スイッチはまた、中央コンピュータにより操作される制御機能とは別に
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分配される。このような分配のケースでは、インターフェースと必要なメモリは別々に、
光パルス試験器と光スイッチに含まれる。
【００６７】
　図７では、ＰＯＮネットワークにおいて予想される一般的な多重光信号４２４が示され
る。ここに示される測定と監視の方法は通常の通信トラフィックにおいて、混乱や悪影響
なしに、実装される。
【００６８】
　図７に示すシステム４００は、さらに光回線終端装置（ＯＬＴ）４２６を有する。これ
は一般には、中央オフィスに配置され、ＰＯＮにおける単一のチャンネルのための、声、
ＩＰビデオ、データの電気的入力部を有する。光回線終端装置（ＯＬＴ）４２６はまた電
気的データの出力部を有する。上記電気信号は、光多重化装置へ接続された光ファイバに
出力される光パルスへと変換される。光回線終端装置には、多重化装置に至る、多重光信
号から構成される多重チャンネルが存在する。
【００６９】
　光回線終端装置４２６と組み合わされるのは多数のチャンネル多重化装置４２８である
。これらのそれぞれは一般的に、中央オフィスの信号（発信ファイバへの、声、ＩＰビデ
オ／データ）を組み合わせるパッシブデバイスである波長分配多重化装置（ＷＤＭ）であ
る。上記デバイスはまた、同一の発信ファイバへの、光学的に変換されたＲＦビデオと光
パルス試験テスト信号を多重化する。複数の多重化装置４２８が存在し、それぞれがシス
テム４００により監視される多重チャンネルの１つと関連する。
【００７０】
　また、複数の多重化装置４２８と組み合わされるのは、複数の信号源４３０であり、こ
れらの信号源はそれぞれＲＦビデオ情報の信号を伝送する。このＲＦビデオ信号はチャン
ネルファイバにおいて多重化するデジタル光信号へ変換される。
【００７１】
　ブロック４３２は、スプリッタ構成内で終了する単一のチャンネルファイバの終端を示
す。スプリッタ４３２は、入力多重化信号を、複数の出力多重化信号へと分割するまた別
のパッシブデバイスである。スプリッタ４３２により、単一の情報が、個々の加入者側の
ファイバへ送信されることが可能となる。多数のスプリッタ４３２は、一般的には、付属
のコネクタと共にキャビネットに収められ、これらは共にファイバ分配ハブ（ＦＤＨ）と
して指定される。光学的に、スプリッタ４３２はＦ１ファイバ終端を表す距離マーカであ
る。
【００７２】
　システム４００の例では、それぞれのファイバがファイバ分配端子（ＦＤＴ）４３４を
有する。これは最終のドロップファイバ（ｄｒｏｐ　ｆｉｂｅｒ）を個々の加入者先に備
え付ける前の、ＰＯＮネットワークの一般的な終端点である。一般的に、これは物理的に
小型の筐体に収納され、この筐体は引込線（ｄｒｏｐ）へ分配ファイバをつなげるための
多数の部位を有している。通常、ファイバ分配端子モデルは４，８または１２の部位のい
ずれかを有する。
【００７３】
　図７ではさらに、加入者側の光回線終端装置に備えられた、または備えられていないパ
ッシブ反射板部分４３６が記載される。この反射板部分４３６は、全加入者信号を通過さ
せ、また、テスト信号波長を反射するよう設計される。反射板部分４３６を備えることは
、光回線終端装置（ＯＮＴ）において、不十分なＳＮ比（ＳＮＲ）による光試験器パルス
を使用し、加入者の光回線終端装置へのファイバの接続を、光学的に検出するために、時
に必要となる。
【００７４】
　最終的な終端点または光回線終端装置４３８は、ＰＯＮネットワーク中で、それぞれの
加入者側の位置に存在する。光回線終端装置（ＯＮＴ）４３８は、全信号のための、必要
な、光／電気変換インターフェースを、提供する。物理的に、光終端装置４３８は加入者
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宅または仕事場に配置され、インターネット、電話、ビデオサービスのためのインターフ
ェースを提供する。
【００７５】
　さらなる内容の提供のためと例として挙げられたシステム４００について理解を助ける
ため、図７の上部に記載されているものは、上述したいくつかの構成の、一般的な位置、
指定、特性を設定した、いくつかのラベルである。ラベル４４０は、中央局の環境に、一
般的、物理的に、配置されたシステムの機能を示す。この群には、サーバコンピュータが
含まれる。
【００７６】
　ラベル４４２は、中央局からファイバ分配ハブへの、単一の主なファイバ接続、または
、供給リンクを表す。これは一般に、Ｆ１リンクとしてラベルされる。
【００７７】
　ラベル４４４は、特定のファイバ分配端子の一部へ、ファイバ分配ハブスプリッタの出
力ポートを接続する単一のファイバ分配リンクを表す。
このファイバは一般的にＦ２リンクとしてラベルされる。
【００７８】
　図７のラベル４４６は、顧客の光回線終端装置に分配リンクを接続する、単一のドロッ
プファイバを表す。このファイバは一般的に、Ｆ３リンクとしてラベルされる。
【００７９】
　本発明の様々な実施形態は、本発明の詳細を説明する目的のために上述され、当業者に
よる実施を可能とする。本明細書の実施形態の詳細と特徴は、本明細書の記載に限定され
ず、多くの変形と変更も含まれることは当業者に明らかである。従って、本願発明の範囲
は、広く解釈され、付属の請求項と法的な均等物の範囲とその精神において、全ての変形
と変更が含まれることが意図される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(21) JP 2015-537200 A 2015.12.24

【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月15日(2014.8.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッシブ光ネットワークのみから、意図的に内部に設計された損失機能または反射機能
を使用することなく取得された散乱データを含む光パルス試験（ＯＴＤＲ）データを取得
することと、
　前記光パルス試験（ＯＴＤＲ）データからデータ配列を生成することと、
　前記パッシブ光ネットワーク内の損失事象の存在を定めるとともに前記損失事象を識別
するために、事象解析を実行することと、
　標準損失測定、確率計算、およびファイバ等価メトリックに基づいて前記損失事象のそ
れぞれをさらに検証し解析するとともに、前記識別された損失事象のそれぞれと関連する
複数のパラメータであって、前記識別された損失事象のそれぞれの損失の種類、損失の状
態、および損失値を含む、損失パラメータを特徴付けるために、前記識別された損失事象
に関連する損失解析を実行することと、
　前記パッシブ光ネットワークの前記損失パラメータを示す報告を準備することと、
　を含む、パッシブ光ネットワークを特徴付ける方法。
【請求項２】
　前記パッシブ光ネットワークは新たに構成され、該新たに構成された光ネットワークを
検証するために前記損失パラメータが使用される、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記パッシブ光ネットワークはすでに確立され、該ネットワークを監視するために前記
損失パラメータが使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記損失解析は、さらに、前記損失事象の位置における前記損失値と対応するファイバ
等価メトリックを定めることを含み、
　事象の前記損失値が予め定められた閾値未満の場合、前記ファイバ等価メトリックは前
記位置でのファイバの数に比例し、
　前記損失値が前記予め定められた閾値超の場合、前記ファイバ等価メトリックは、前記
損失事象の位置における損失のない複数のファイバの集合の中の単一のファイバのモデル
化された損失に基づく、それぞれの損失事象のためのファイバ等価計算を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法はさらに、
　複数の反射事象を識別するとともに前記複数の反射事象のそれぞれと関連する複数のパ
ラメータをまとめるために、前記データ配列の反射解析を実行することと、
　システムインパルス応答テンプレートと事象確率計算に基づき、前記反射事象のそれぞ
れをさらに検証し解析するために、反射事象解析を実行することと、
　前記反射事象のそれぞれについて反射の種類と反射の状態を定めることと、
　前記複数の識別された反射事象のそれぞれについての前記反射の種類と反射の解析とを
報告することと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記報告された損失パラメータは、事象損失結果と、個々のファイバチャンネルの欠陥
の識別と、前記個々のファイバチャンネルの欠陥のそれぞれについての可能性ある位置の
表示と、に関する情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記事象解析は、前記パッシブ光ネットワーク内のノイズ効果の広いスペクトルからな
る、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　光パルス試験の反射測定データは、有害なノイズ効果を緩和し、重要な信号の情報を強
調し、事象の完全性を検証するために、特異的にフィルタリングされる、請求項１に記載
の方法。
【請求項９】
　前記事象解析は、複数の予め定められたスプリッタ事象の識別を提供する、請求項１に
記載の方法。
【請求項１０】
　パッシブ光ネットワークのみから、意図的に内部に設計された損失機能または反射機能
を使用することなく取得された散乱データを含む光パルス試験（ＯＴＤＲ）データを取得
することと、
　前記光パルス試験（ＯＴＤＲ）データからデータ配列を生成することと、
　前記パッシブ光ネットワーク内の反射事象の存在を定めるとともに前記反射事象を識別
するために、事象解析を実行することと、
　システムインパルス応答テンプレートと事象確率計算に基づき、前記識別された反射事
象のそれぞれをさらに検証し解析するために、反射事象解析を実行することと、
　前記反射事象のそれぞれについて反射の種類と反射の状態を定めることと、
　複数の前記識別された反射事象のそれぞれについての前記反射の種類と反射の解析を報
告することと、
　を含む、パッシブ光ネットワークを特徴付ける方法。
【請求項１１】
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　前記事象解析は、前記パッシブ光ネットワーク内のノイズ効果の広いスペクトルからな
る、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記パッシブ光ネットワークは新たに構成され、該新たに構成された光ネットワークを
検証するために反射パラメータが使用される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記パッシブ光ネットワークはすでに確立され、該ネットワークを監視するために反射
パラメータが使用される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　光パルス試験の反射測定データは、有害なノイズ効果を緩和し、重要な信号の情報を強
調し、事象を検証するために、特異的にフィルタリングされる、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記事象解析は、前記パッシブ光ネットワーク内の損失事象の存在をさらに定め、該損
失事象を識別し、
　前記方法はさらに、
　前記識別された損失事象のそれぞれと関連する複数のパラメータであって、前記識別さ
れた損失事象のそれぞれの損失の種類、損失の状態、および損失値を含む、損失パラメー
タを特徴づけるために、前記識別された損失事象に関連する損失解析を実行することと、
　前記パッシブ光ネットワークの前記損失パラメータを示す報告を準備することと、
　を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記損失解析は、さらに、位置における前記損失値と対応するファイバ等価メトリック
を定めることを含み、
　前記位置における事象の前記損失値が予め定められた閾値未満の場合、前記ファイバ等
価メトリックは前記位置でのファイバの数に比例し、
　前記損失値が前記閾値超の場合、前記ファイバ等価メトリックは、ファイバ等価計算よ
り定められ、該ファイバ等価計算は、前記損失事象の前記位置における損失のない複数の
ファイバの集合の中の単一のファイバのモデル化された損失に基づく、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　光パルス試験（ＯＴＤＲ）データの反射と損失の解析を実行する方法であって、
　前記光パルス試験（ＯＴＤＲ）データは、パッシブ光ネットワークのみから取り出され
て予め得られた光パルス試験の反射測定データファイルを使用して、前記パッシブ光ネッ
トワークの状態を特徴づける目的のために得られ、意図的に内部に設計された損失機能ま
たは反射機能を使用することなく取得された散乱データを含み、
　前記方法は、
　前記予め得られた光パルス試験の反射測定データファイルからデータ配列を生成するこ
とと、
　複数の反射事象を識別するとともに前記複数の反射事象のそれぞれと関連する複数のパ
ラメータをまとめるために、前記データ配列の反射解析を実行することと、
　システムインパルス応答テンプレートと事象確率計算に基づき、前記反射事象のそれぞ
れをさらに検証し解析するために、事象解析を実行することと、
　前記反射事象のそれぞれについて反射の種類と反射の状態を定めることと、
　複数の損失事象を識別するとともに前記複数の損失事象のそれぞれと関連する複数のパ
ラメータをまとめるために、前記データ配列の損失解析を実行することと、
　前記損失事象のそれぞれについて、損失の特徴づけとなる、標準損失測定、確率計算、
およびファイバ等価メトリックに基づき、前記損失事象のそれぞれをさらに検証し解析す
るために、事象解析を実行することと、
　前記損失事象のそれぞれについての損失種類と損失状態を定めることと、
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　前記パッシブ光ネットワークを特徴づける報告を生成することと、
　を含む方法。
【請求項１８】
　前記事象解析は、複数の予め定められたスプリッタ事象の識別を提供する、請求項１７
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記事象解析は、前記パッシブ光ネットワーク内のノイズ効果の広いスペクトルからな
る、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記パッシブ光ネットワークは新たに構成され、該新たに構成された光ネットワークを
検証するために前記損失と反射のパラメータが使用される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記パッシブ光ネットワークがすでに確立され、該ネットワークを監視するために、前
記損失と反射のパラメータが使用される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　前記光パルス試験の反射測定データは、有害なノイズ効果を緩和し、重要な信号の情報
を強調し、検出された事象を検証するために、特異的にフィルタリングされる、請求項１
７に記載の方法。
【請求項２３】
　既存のＰＯＮネットワークの構成要素を用いて、解析、検証、または監視が遂行される
、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　前記光ネットワークを特徴づける前記報告は、事象の特徴づけの結果と、個々のファイ
バチャンネルの欠陥の識別と、該個々のファイバチャンネルの欠陥のそれぞれについての
可能性のある位置の表示と、に関する情報を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ファイバ等価メトリックは、位置における事象損失値が予め定められた閾値未満で
あれば、一定であり、
　前記ファイバ等価メトリックは、前記損失事象の前記位置における損失のない複数のフ
ァイバの集合の中の単一のファイバの計算された損失に基づく、それぞれの損失事象のた
めのファイバ等価計算を含む、請求項１７に記載の方法。
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